
 رسانا نیم های افزاره و مواد یابی مشخصه

Semiconductor Material and Device Characterization 

-و تعیین ویژگیهای الکترونیکی و فیزیکی افزاره ابیمشخصه ی هایها و تکنیکآشنایی با روشهدف این درس 

 است.ها افزارهیابی های مشخصهرسانا و همچنین بررسی نظری عملکرد تجهیزات و سامانههای نیم

 گیرند:در این درس موضوعات زیر مورد بررسی و تشریح قرار می

 یابی مقاومت ویژهمشخصه 

 هاچگالی حامل یابیمشخصه 

 ای اهمی و شاتکیهاتصال یابیمشخصه 

 ولتاژ آستانه ماسفت، طول کانال و مقاومت سری یابیمشخصه 

 تالینقایص شبکه کریس یابیمشخصه 

 ضخامت اکسید و بارهای سطحی یابیمشخصه 

 قابلیت تحرک حامل یابیمشخصه 

 بر پروب از جمله  بتنیهای میابیمشخصهSPM ،AFM ،STM 

 های نوری الیپسومتری، طیف نگاری رامان، فوتولومینانسهای نوری شامل میکروسکپمبتنی بر تکنیک یابیمشخصه 

 ونیکی، یونی، ایکس و گامارهای مبتنی بر اشعه الکتتکنیکبا استفاده از  یابیمشخصه 

 هاهتجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و خرابی افزار 
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